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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (ISO 14997:2011) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 172/SC 1 ,Optics and
photonics/Fundamental standards” (Sekretariat: DIN, Deutschland) unter Beteiligung deutscher Experten aus-
gearbeitet. Im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist hierfir der Arbeitsausschuss NA 027-01-02 AA
,Grundnormen der Optik“im Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuQ) zustandig.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 10110-1 siehe DIN ISO 10110-1
ISO 10110-4 siehe DIN ISO 10110-4
ISO 10110-7 siehe DIN ISO 10110-7
ISO 10110-8 siehe DIN ISO 10110-8
ISO 10110-10 siehe DIN ISO 10110-10
ISO 10110-17 siehe DIN ISO 10110-17
ISO 11145 siehe DIN EN ISO 11145
ISO 11151 (all parts) siehe DIN EN ISO 11151 (alle Teile)
ISO 21254-1 siehe DIN EN ISO 21254-1
ISO 21254-2 siehe DIN EN ISO 21254-2
ISO 21254-3 siehe DIN EN ISO 21254-3



